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FISCHERSCOPE®  X-RAY XAN® Serie

Das neue
	 XAN® 220 & 250

Die beiden neuen Geräte aus der FISCHERSCOPE 
X-RAY XAN Serie sind moderne Röntgenfluoreszenz-
Messgeräte zur Schichtdickenmessung und Material-
analyse.

Das XAN 220 ist für die schnelle und zerstörungsfreie 
Analyse von Schmuck, Edelmetallen, Dental-Legierun-
gen, Gelb- und Weißgold, Platin, Silber, Rhodium und 
allen Schmucklegierungen und -schichten optimiert. 
Richtig eingesetzt, kann das XAN 220 vergleichbare 
Ergebnisse wie die Kupellation liefern, ohne dabei 
das Messobjekt zu zerstören. 

Das XAN 250 ist ein sehr universelles Analysegerät 
für höchste Ansprüche. Durch elektrisch wechselbare 
Blenden und Primärfilter kann das XAN 250 alle Ele-
mente von Aluminium bis Uran sicher detektieren. Der 
Einsatzbereich erstreckt sich von der Schadstoffanaly-
se in Spielzeug bis hin zur Analyse von Schichten in 
der Elektronik.

Beide Geräte sind mit einer Mikrofokus-Röntgenröhre 
und einem neuen, hochauflösenden Silizium-Drift-
Detektor (SDD) bestückt. Dadurch wird eine hohe 
Präzision und sehr niedrige Nachweisgrenze für eine 
präzise Elementauflösung erreicht. In Bruchteilen einer 
Minute werden die Elemente der Probe sicher und 
genau bestimmt.

Um das Platzieren der zu messenden Muster zu ver-
einfachen, sind die Röntgenquelle und der hochauflö-
sende Silizium-Drift-Detektor im Unterteil des Gerätes 
eingebaut. Die Messung erfolgt von unten gegen das 
aufgelegte Messgut. Das integrierte Videomikroskop 
mit Zoom, Fadenkreuz, Beleuchtung und Darstellung 
der exakten Messstelle macht das richtige Platzieren 
des Messgutes schnell und einfach. Kein Scherentisch 
oder Probenhalter muss justiert werden – einfach auf-
legen und messen.
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XAN 220 XAN 250

Analysegerät, optimiert für die schnelle und 
zerstörungsfreie Analyse von Schmuck,  
Münzen und Edelmetallen

Universelles Analysegerät für höchste Ansprüche zur 
schnellen und zerstörungsfreien Materialanalyse und 
Schichtdickenmessung

Feste Blende (Kollimator) und fester Primärfilter Blende (Kollimator) 4-fach elektrisch wechselbar, 
Primärfilter 6-fach elektrisch wechselbar

Elementebereich: Chlor (17) bis Uran (92),  
bis zu 24 Elemente gleichzeitig

Elementebereich: Aluminium (13) bis Uran (92),  
bis zu 24 Elemente gleichzeitig

Typische Einsatzgebiete:
•	Analyse von Schmuck, Edelmetallen und Dental-

Legierungen
•	Gelb- und Weißgold
•	Platin und Silber
•	Rhodium
•	Legierungen und Schichten
•	Mehrfachschichten
Anzeige der Messergebnisse u.a. in Karat, ‰ oder 
Gewichtsprozent

Typische Einsatzgebiete:
•	Analyse funktionaler Schichten ab wenigen nm in 

der Elektronik- und Halbleiterindustrie
•	Spurenanalyse für Verbraucherschutz, z. B. 

Bleigehalt in Spielzeug
•	Metall-Legierungsbestimmungen mit 

höchsten Genauigkeitsanforderungen in der 
Schmuckindustrie und in Scheideanstalten

•	Forschung in Hochschulen und in der Industrie

Eine hervorragende Langzeitstabilität und Wieder-
holpräzision – z.B. beim XAN 220 für Gold besser 
als 0,5 ‰ – zeichnet beide Geräte aus. Dadurch 
wird der Bedarf häufig zu kalibrieren reduziert, was 
über die Nutzungsdauer Aufwand und Kosten deutlich 
senkt. Die Messergebnisse werden sofort angezeigt 
und können einfach als Protokoll ausgedruckt werden.

Der Betrieb ist sicher und einfach – für erfahre-
ne Fachleute genauso wie für Bediener mit einer 
Einweisung. Ein spezieller Laborraum ist für den 

Betrieb der Geräte nicht nötig. Beide Geräte 
erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 3497  
und ASTM B 568.

WinFTM® Software für den PC
Die einzigartige WinFTM-Software erhalten Sie als 
vollständiges Paket – einfach zu bedienen und kom-
plett, ohne die Notwendigkeit, zusätzliche Module 
und Upgrades nachzukaufen. Die Software enthält die 
Fundamental-Parameter-Methode von Fischer. Damit 
können Sie auch ohne Kalibrierung des Gerätes feste 
und flüssige Proben und Schichtsysteme analysieren.
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